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I brev af 28. februar har udvalget efter onske fra Ellen Trane Norby (V) Sags nr.:20/03619
stillet mig folgende sporgsmal:

Spergsmal 225:

Vil ministeren redegore for, hvor meget Standard Error of Measure-
ment (SEM) kan reduceres i de nationale test ved at lave en samlet skala
pé tvaers af profilomrader?”

Svar:

Styrelsen for It og Laring har foretaget forelobige beregninger af en mu-
lig reduktion af den statistiske usikkerhed ved at sla profilomrider sam-
men ud fra to test, nemlig dansk, leesning 1 8. klasse og matematik 1 6.
klasse.

Beregningerne viser, at den statistiske usikkerhed ved profilomraderne
enkeltvis er pd 0,47-0,52. Usikkerheden ved sammenlagte profilomrider
pé elevdygtigheden er pd 0,30. Dermed vil sammenlaegning af profilom-
rader reducere usikkerheden. Reduktionen skyldes primeart, at beregnin-
gen af elevdygtighed ved sammenlagte profilomrider bliver baseret pa
veasentligt flere opgaver.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil
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